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Согласно полученным рентгеноструктурным данным, существенных смещений положений дифрак-
ционных максимумов алюминия ни в массивных образцах, ни в фольгах не наблюдается. Отсутствие 
смещений дифракционных максимумов может быть обусловлено образованием чистого алюминия. 
Однако в случае близости радиусов ионов Al и Si, равных 0,053 и 0,054 нм соответственно, при об-
разовании твердого раствора замещения при небольших концентрациях примеси смещения параметра 
решетки практически не будет. Возможно, именно этот факт приводит к трудности определения рас-
творимости при высоких скоростях охлаждения расплава [17]. Поэтому для нахождения концентрации 
кремния в твердом растворе на основе алюминия был исследован состав в локальных областях матри-
цы массивного образца и быстрозатвердевшей фольги, свободных от выделений. Оценка размеров об-
ласти генерации рентгеновского излучения в алюминии определялась по формуле [19]
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где Е0 – энергия пучка электронов; Екр – критический потенциал возбуждения анализируемого элемента 
(Екр = 1,559 кэВ для Al); А – атомный вес (26,98); z – атомный номер (13); r – плотность (2,69 г/см3). 
Область генерации рентгеновского излучения в алюминии при ускоряющем напряжении 20 кВ не пре-
вышает 4,1 мкм, а при ускоряющем напряжении 10 кВ она оценивается равной 1,2 мкм. Поэтому при 
наличии в образце участков алюминия размером более 10 мкм определение содержания кремния в них 
методом рентгеноспектрального микроанализа правомочно.

На рис. 3 приведены результаты исследования элементного состава в участках массивного образ-
ца, не имеющих включений кремния. Рентгеноспектральный микроанализ показывает, что содержание 
кремния в участках алюминия составляет около 1,7 вес. %. 

Для установления среднего значения концентрации Si в твердом растворе на основе Al изучено несколь-
ко участков массивного образца без включений кремния (табл. 2). Для исключения попадания в спектр рент-
геновских квантов от соседних включений кремния участки выбирались размером не менее 50 мкм. 

Рис. 2. Микроструктура (а) и распределение элементов  
вдоль линии сканирования (б ) участка поперечного сечения массивного образца

Fig. 2. Microstructure (a) and distribution of elements  
along the scan line (b) of a cross-section of a massive sample
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